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Nazev projektu:

Meridla pro asfericke
a freeform optickeé plochy

Cilem projektu reseného ve spolupraci se spolecnosti Meopta - optika, s.r.0. a Technickou univerzi-
tou v Liberci, byl vizkum a vgvoj systémi a technologii pro méreni tvard asférickych a free form
optickych ploch, které budou konstruovany s ohledem na sou¢asné pozadavky primuyslu, budou
cenové dostupnéjsi a efektivnéjsi nez meéridla bézné dostupna na trhu.

V rdmci projektu vyvinul tgm sloZeny ze zastupcd vsech Ucastnikd dvé méridla jako Funkéni vzorky
— interferometrické a holografické. Interferometrické méridlo je Sestiosy automaticky mérici sys-
tém, ktergy kombinuje informaci z méreni na dvou vinovych délkach, coz umoznuje mérit i asférické
plochy s vysokou presnosti. Holografické méridlo pro freeform povrchy je triosy systém, ktery
osveétluje méreny povrch az z 16-ti smérd a vyuziva digitalni holografii s frekvenénim rozmitdnim
laserového zdroje vyvinutou v centru TOPTEC.

Vyvoj uvedenych meéricich systémd potom zahrnoval jejich mechanickou konstrukci, navrh a rea-
lizaci inovativni optické soustavy a vyvoj softwart. Obé méridla byla testovana a vysledky byly
porovnany s referencnimi méridly.

Zakladni parametry obou méridel jsou shrnuty v tabulce:

m V005 - Interferometr V004 - Holografické méridlo

Automatické polohovani

a kalibrace ANO ANO
Axis travel range X + 120 mm X +12.5mm
Y + 10 mm Y +12.5 mm
Z 1250 mm z +12.5 mm
g‘ isgoo (+ rough manual shift)
C +7°
V{stupni apertura objektivu 4" NA (Zorné pole je dané vzdalenosti
elementu od kamery)
Vinova délka laserové zdroje 780 nm, 850 nm 780 nm, 850 nm
Prdmér méreného elementu <100 mm <250 mm
Maximalni strmost plochy 6.5 mrad (vOci BFS*) NA
Maximalni asféricka odchylka 90 ym Neni limitovano
Opakovatelnost méreni (RMS) A/50 N40
Rozliseni kamery (prostorové) 2048x2048 pixeld 2016x2016 pixeld

*(BFS - best fit sphere) = nejlépe odpovidajici sféricka vinoplocha
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Mezi védecké vystupy projektu patri kromé nékolika publikaci, také dva uzitné vzory a patent
(€. PS4069CZ: Interferometrické zafizeni pro méreni odchylek tvaru optickych prvkd).

Obrazek 1: Asféricky interferometr bez krytu: a) detailni pohled na mérici jednotku; b) celkovy pohled na méridlo; c) detailni pohled
na uchyceny méreny element a transmisni sféru (TS); d) pasivni tlumeni vibraci; e) hydroexpanzni vieteno (V) s podtlakem; f) pohon
(P) se sroubem a odmérovacim systémem (0S).

RMS [nm] 124.9734 PV [nm] 672.2981 RMS [nm] 129.2046 PV [nm] 616.8437
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Obrazek 2: Namérena tvarova odchylka elementu na komercnim subaperturnim interferometru (vlevo) a na vyvinutém asférickém
interferometru (vpravo). Oba vysledky méreni se v rémci nejistot obou méridel shoduji.
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